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• 반도체 

• 반도체 소자의 발열 특성 분석 

활용 분야 

기술개요 
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-샘플에 인가된 바이어스 신호를 기초로 반사율이 변화하는 반사 신호를 수집하고, 반사 신호에서 샘플의 관심 영역

으로부터 반사된 관심 신호를 검출하며, 관심 신호를 주파수 영역 신호로 변환하고, 주파수 영역 신호에 대한 필터

링을 기초로 추출된 직류 성분 및 바이어스 신호의 주파수 성분을 이용하여 샘플의 상대적인 반사율 변화량을 연산

하고, 상대적인 반사율 변화량에 기초하여 샘플의 발열 이미지를 획득 

1) 특징 

- 주기적인 반사율 변화를 용이하게 측정, 반사율 변화 측정 민감도를 향상 2) 효과 

https://goo.gl/NQ5yOo
http://ntlo.kr/bbs/board.php?bo_table=tech&wr_id=2870&part=%EA%B8%B0%ED%83%80&sdate=&edate=
http://www.kbsi.re.kr/
http://ntlo.kr/
http://www.kbsi.re.kr/

